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POMIARY WYKONYWANE PRECYZYJNYM  

MIERNIKIEM RLC KEYSIGHT E4980A 
 

Microsoft Office Excel Visual Basic for Applications (VBA), jest 

zaaplikowany w programie do automatyza
 

 
SOFTWARE FOR AUTOMATION OF MEASUREMENTS  

WITH KEYSIGHT E4980A PRECISION LCR METER 
 

The paper presents software dedicated for automatic impedance 
measurements performed using Keysight E4980A precision LCR 
meter. The software has been written in Microsoft Office Excel 
Visual Basic for Applications (VBA) and is very useful for 
automated determination of impedance frequency characteristics. 
An algorithm applied in the automation program for determining 
the maximum permissible errors, as well as examples of program 
applications in testing electronic components are presented in the 
paper.  

 
1. WPROWADZENIE 
 

1 2].  

mierniki RLC. Najpopularniejszymi interfejsami 



126 Oprogramowanie   

 

(ang.Universal Serial Bus),  GPIB (ang. General-Purpose Interface Bus) oraz 
LAN (ang. Local Area Network). Jednym z 

miernik RLC 
Keysight E4980A [3, 4].  

stotliwo  Hz  
-4. Do miernika 

yniki 

zaciskach adaptera. 
Dotychczas w Katedrze Metrologii, Elektroniki i Automatyki (KMEiA) 

y 
komputer z zainstalowanym programem Excel, a sama aplikacja zostanie 

 
 

2. MIERNIK RLC KEYSIGHT E4980A 
 

miernik RLC Keysight 4980A 

pomiar
z adapterem przedstawiono na rys. 1.  
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Rys. 1. Miernik RLC Keysight E4980A z adapterem 16047E
Fig. 1. RLC meter Keysight E4980A with fixture 16047E.

Miernik Keysight
impedancyj

Rp, 

z

-10 V do 10 V. Producent miernika u
proste ma

Automation [5], opracowane przez producenta jest niestety dodatkowo p
Komu
interfejsu USB.
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3.  
 

programu Excel. 
Standard Commands for Programmable 

Instruments
z i przetwarza dane. 

 
 

 
 

Microsoft Excel. 
 

 
stawowych 

 
a)   

rozwijanej; 
b)   

z  VRMS;  
c)   

 
d) Liczba   

przedziale od 1 do 
256; 

e)   
100          
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f)   tkownika. 

granicznych; 
g)   

danych zawartych w [4]. Wynik jest podawany w sekundach. 
 

inicjuje pomiar oraz zapisuje jego wynik w odpowiednim arkuszu. Makro 

, zgodnie z wytycznymi producenta 
zawartymi w [3 -Rs 

-Rp 

Miernik mierzy w tym przypadku 

OPEN), a ta

 MHz. 

4]. 
 

Tabela 1 
 

20 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz 
25 Hz 120 Hz 1,2 kHz 12 kHz 120 kHz 1,2 MHz 
30 Hz 150 Hz 1,5 kHz 15 kHz 150 kHz 1,5 MHz 
40 Hz 200 Hz 2 kHz 20 kHz 200 kHz 2 MHz 
50 Hz 250 Hz 2,5 kHz 25 kHz 250 kHz 

  

60 Hz 300 Hz 3 kHz 30 kHz 300 kHz 
80 Hz 400 Hz 4 kHz 40 kHz 400 kHz 

  

500 Hz 5 kHz 50 kHz 500 kHz 
600 Hz 6 kHz 60 kHz 600 kHz 
800 Hz 8 kHz 80 kHz 800 kHz 
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4.  
 

 
a) w sekcji I zawarto definicje zmiennych, pobieranie ich z arkusza oraz 

 
b) 

 
c) w sekcji III zawarto ustawienie korekcji zgodnie z wyborem przez 

u miernika RLC; 
d) 

i 

(ang. American Standard Code for Information Interchange). Makro 
  

  
  
  
 numer bin.  

 
 

 
For i = 1 To 51  

f = Sheets("setup").Cells(1 + i, 4) 
ErrorCheck viVPrintf(AgtE4980A, "MEM:CLE DBUF" + vbLf, 0) 
ErrorCheck viVPrintf(AgtE4980A, "MEM:FILL DBUF" + vbLf, 0) 
ErrorCheck viVPrintf(AgtE4980A, "FREQ " + CStr(f) + vbLf, 0) 
Sheets("results").Cells(i + 1, 1).Value = f 
ErrorCheck viVPrintf(AgtE4980A,":INIT:IMM;:TRIG:IMM"+ vbLf, 0) 
ErrorCheck viVPrintf(AgtE4980A, "MEM:READ? DBUF" + vbLf, 0) 
ErrorCheck viVScanf(AgtE4980A, "%t", Result) 
Res = Split(Result, ",") 
For m = 0 To 3 

j = m Mod 4 
k = m \ 4 
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Sheets("results").Cells(k + 1 + i, j + 2).Value = Val(Res(m)) 
Next m 
k = k + 1 

Next i 
 

S 
E gdzie: 
0 - 1 oznacza pusty bufor, 1 oznacza przekroczenie zakresu 
pomiarowego, 3 

pomiarowego. Numer bin jest wykorzystywany tylko w przypadku korzystania 

 
e) k 

w 
 

  
 

 
 

Fig. 3. The structure of the program in VBA environment 
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5.

i

do

(1)

gdzie: Ab Zs

przy zwartych zaciskach obwodu pomiarowego, Yo

Zm| -
Kt

Ab, Zs, Yo oraz Kt

w tabelach 12-15, 16-17, 19-
Keysight E4980A [3]. 

D

, (2)

W przypadku, gdy D

, (3)

gdzie: Acal -
[3].

podstawie wzoru:

, (4)
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gdzie: f , L 
Da strat 

dielektrycznych

, (5)

gdzie: Ae cal

-27 zamieszczone w [3]).

danych z tabel 12-15, 16-17, 19-20 oraz 22, zamieszczonych w [3].

D

, (6)

gdzie: Rp

D
dielektrycznych, Da

dielektrycznych obliczony ze wzoru (5).
W przypadku gdy D

w takim 

dielek
w praktyce.
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6.

6.1. Test systemu

i
i 4b. 

a)

b)

ORT, b) pomiary w trybie LONG
Fig. 4. Comparison of inductance measurement errors for different time modes, a) 

SHORT mode, b) LONG mode.
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 - 

dzianego. 

 

 

 
 

6.2. 
 

 

Miernik 

cienkowarstwo
szerokopasmow 6]. Rezystory te 

rametrami resztkowymi [7]. Zgodnie 
z 

przeznaczonych do obliczenia 
-

d
celem wykrycia 
dokumentacji miernika RLC [3]  

 
W 

Badane rezystory owierzchniowego 
(ang. Surface Mount Devices, SMD) o rozmiarze 1206. Do zaprojektowania 

8, 9, 10]

w 
laminatu FR-  
czteroprzewodowe pod  cewki planarnej i rezystora 
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SMD z zaciskami adaptera Keysight 16047E. Na rysunku 5 przedstawiono 
nH. 

Fig. 5. Printed circuit boards with planar coils.

Na rysunku 6 3 nH. W celu 
w miejsce rezystora SMD 

Fig. 6. Measurement results for PCB with 3 nH coil.
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zmniejsza. Dla 20 
 

W 

 
 

 

7. PODSUMOWANIE 
 

 
Keysight E4980A,  

W pracy przedstawiono testy zautomatyzowanego systemu. Przedstawione 

bocznikach 

o 

zie przydatny podczas planowanych 
w 

Project Based Learning. Badania te 

oskopii impedancyjnej.  
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